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Raster-Elektronenmikroskopie

¢ Modernes Raster-Elektronenmikroskop o Erfahrene Operatoren
e Sehr hohe Vergrosserungen méglich e Topographie- und Elementkontras

Nutzungsmaoglichkeiten

Dokumentationsaufgaben

Bildauflésung nach Kundenvorgabe. Klar
definierte Dokumentationsaufgaben, z.B. fir feine
Pulver, Elektronikbauteile oder Oberflachen.

Engineering
Untersuchungen von Bruchflachen und

Oberflachen mit komplexen Fragestellungen.
Ruckstandsanalysen, Charakterisierungen, etc.

Vermietung

Unser REM ist jederzeit problemlos zugéanglich.
Informieren Sie sich! Wir machen lhnen ein
Angebot fir die Vermietung inkl. Instruktion Ihrer
Mitarbeiter.

Ausserdem bieten wir Grundausbildungen
und Schulungen fir Ihr Personal.

Technische Daten:

e Auflésung 3.5 nm

e Vergrosserungen 15:1 bis 300°000:1

e BSE (Ruckstreuelektronen) Detektor

e Bildauflosung max. 3072 x 2304

e Vakuumkammer 300 x 265 x 190 mm

e 5 Achsen Steuerung und Kippwinkel bis 90°

e Tischbelastung bis 2 kg

Kontakt

LOM GmbH Tel. 071950 05 75
Burerfeld 2, 9245 Oberbliren  Fax. 071 950 08 34
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Energiedispersive Rontgenanalyse

e Langjahrige Erfahrung und umfangreiches Archiv an Standards
e Fensterloser und mit Flissigstickstoff gekiihlter Detektor fiir leichte Elemente
¢ Analysenflachen vom Mikro- bis Millimeter Bereich

Skalierung, Counts: 3553 Nadel 36(1)_pt3 Cursor: 4500 keV

Punkt- und Flachenanalysen 81 Counts
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Es kann bei praktisch beliebigen Vergrosserungen
gemessen werden und die Resultate kénnen
einzeln fir jeden Punkt ausgewertet werden.
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Komplexere Messaufgaben

Mappings

Bei einem Mapping wird einer bestimmten
Zusammensetzung auf einem Bild eine Farbe
zugeordnet (moglich fir einzelne Elemente oder
Element-Kombinationen).
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Line Scans

Bei einem Line Scan wir die Zusammensetzung
entlang einer Linie in einem Bild ausgewertet.

Oberflachenanalytik

Durch langjahrige Erfahrung kennen wir die
Madglichkeiten und Grenzen bei der Analyse von
sehr diinnen Schichten und Ablagerungen.

Kontakt

LOM GmbH Tel. 071 950 05 75
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